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Demande internationale n° 
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Le present rapport de recherche internationale, etabli par I' administration chargee de la recherche internationale, est transmts au 
deposant conformement a 1'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international. 

Ce rapport de recherche internationale comprend 2 feuilles. 

[X] II est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatrf a I'etat de la technique qui y est cite. 



1. Base du rapport 

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a ete effectuee sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous le meme point 



□ 



la recherche internationale a ete effectuee sur la base d'une traduction de la demande internationale remise a ('administration. 



b. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d acldes amines divulguees dans la demande internationale (le cas echeant) 
la recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences : 

| | contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

deposee avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 
remis utterieurement a Tadministration, sous forme ecrite. 
remis utterieurement a Tadministration, sous forme dechrffrable par ordinateur. 



□ 
□ 
□ 
□ 



2. 
3. 



La declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrrt et fourni utterieurement ne vas pas au-dela de la 
divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

| | La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a celles 
du listage des sequences presente par ecrit, a ete fournie. 

| [ II a ete estlme que certalnes revendlcatlons ne pouvalent pas falre I'objet d'une recherche (voir le cadre I). 
| | II y a absence d'untte de I'lnventlon (voir le cadre II). 



4. En ce qui concerne le tltre, 

|"X"| le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant. 

| | Le texte a ete etabli par Tadministration et a la teneur suivante: 



En ce qui concerne I'abrege, 

le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant 

□ le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par Tadministration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut 
presenter des observations a Tadministration dans un delai d'un mois a compter de la date d'expedition du present rapport 
de recherche internationale. 

La figure des desslns a publier avec Tabrege est la Figure n° 5 

|X] suggeree par le deposant. Aucune des figures 

□ , . . . , . . . „ n'est a publier. 

parce que le deposant n a pas suggere de figure. 

| | parce que cette figure caracterise mieux ('invention. 
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FRANCE 



PCT 



NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF 
INTERNATIONAL PRELIMINARY 
EXAMINATION REPORT 

(PCT Rule 71.1) 



Date of mailing (day/month/year) 

16.05.2001 



Applicant's or agent's file reference 
340644/17742 


IMPORTANT NOTIFICATION 


International application No. 
PCT/FROO/00559 


International filing date (day/month/year) 
07/03/2000 


Priority date (day/month/year) 
08/03/1999 


Applicant 

FRANCE TELECOM et al. 



The applicant is hereby notified that this International Preliminary Examining Authority transmits herewith the international 
preliminary examination report and its annexes, if any, established on the international application. 

A copy of the report and its annexes, if any, is being transmitted to the International Bureau for communication to all the elected 
Offices. 

Where required by any of the elected Offices, the International Bureau will prepare an English translation of the report (but not of 
any annexes) and will transmit such translation to those Offices. 

REMINDER 

The applicant must enter the national phase before each elected Office by performing certain acts (filing translations and paying 
national fees) within 30 months from the priority date (or later in some Offices) (Article 39(1)) (see also the reminder sent by the 
International Bureau with Form PCT/IB/301). 

Where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a 
translation of any annexes to the International preliminary examination report. It is the applicant's responsibility to prepare and 
furnish such translation directly to each elected Office concerned. 

For further details on the applicable time limits and requirements of the elected Offices, see Volume II of the PCT Applicant's 
Guide. 
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(PCT Article 36 and Rule 70) 


Applicant's or Agent's file reference 


See Notification of Transmittal of International Preliminary 


340644/17742 


FOR FURTHER ACTION Examination Report (Form PCT/IPEA/416) 


International application No. 


International filing date (day/month/year) 


Priority date (day/month/year) 


PCT/FROO/00559 


07/03/2000 


08/03/1999 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 




G01R31/3185 






Applicant 






FRANCE TELECOM et al. 







1. 


This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is 
transmitted to the applicant according to Article 36. 


2. 


This REPORT consists of a total of 4 sheets including this title page. 

E3 This report is also accompanied by ANNEXES, i.e. sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 
and Instruction 607 of Administrative Instructions of the PCT). 

These annexes consist of a total of 3 sheets. 


3. 


This report contains indications relating to the following items: 




I 




Basis of the report 




II 


□ 


Priority 




III 


□ 


Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 




IV 


□ 


Lack of unity of invention 




V 




Reasoned statement according to Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 




VI 


□ 


Certain documents cited 




VII 


□ 


Certain defects in the international application 




VIII 


□ 


Certain observations on the international application 



Date of submission of the demand 
02/10/2000 


Date of completion of this report 
16.05.2001 


Name and mailing address of the IPEA/ 

European Patent Office 
S\ D-80298 Munich 
m] Tel. +49 89 2399-0, Tx: 523656 epmu d 
s^- Fax: +49 89 2399-4465 


Authorized officer: ^^s^v 
Rath, R (( \ 
Telephone No. +49 89 2399 8950 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY 

EXAMINATION REPORT International application No. PCT/FR00/00559 



I. Basis of the report 

1. This report has been drawn up on the basis of the following elements (the replacement sheets received 
by the receiving office in response to an invitation according to Article 14 are considered in the present 
report as "originally filed" and are not annexed to the report as they contain no amendments (Rules 70. 16 
and 70.17).): 

Description, pages: 

1 -3,5-1 4 as originally filed 

4,4a received with fax of 1 2/04/2001 

Claims, No.: 

1 5 received with fax of 1 2/04/200 1 

Claims, pages: 

1 6-1 8 as originally filed 

Drawings, sheets: 

1 /3-3/3 as originally filed 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority 
in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1 (b)). 

□ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

□ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination 
(under Rule 55.2 and/or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, 
the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

□ contained in the international application in written form. 

□ filed together with the international application in computer readable form. 

□ furnished subsequently to this Authority in written form. 

□ furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

□ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the 
disclosure in the international application as filed has been furnished. 

□ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written 
sequence listing has been furnished. 
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4. The amendments have resulted in the cancellation of: 

Q the description, pages 

□ the claims, Nos. 

□ the drawings, sheets/fig . 

5. □ This report has been written disregarding (some of) the amendments, which were considered as 

going beyond the description of the invention, as filed, as is indicated below (Rule 70.2(c)): 

(All replacement sheets comprising amendments of this nature should be indicated in point 1 and 
attached to this report). 

6. Additional observations, if necessary: 

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial 
applicability; citations and explanations supporting such statement 

1 . Statement 



Novelty 


Yes: 


Claims 


1-21 




No: 


Claims 




Inventive Step 


Yes: 


Claims 


1-21 


No: 


Claims 




Industrial Applicability 


Yes: 


Claims 


1-21 




No: 


Claims 





2. Citations and explanations 
see separate sheet 
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Two main processes for testing complex integrated logic 
circuits are known: 

a) the process for the automatic generation of test 
vectors based on a full scan path (full scan ATPG) is 
commonly used to test the fabrication of chips; 

b) "JTAG Boundary Scan" and defined by the u Joint Test 
Action Group" is IEEE standard 1149.1. 

US 5 850 513 also discloses a system allowing the 
checking of operational data of a circuit, including a 
maintenance subsystem, a flash memory, a controller, a 
processing unit, a main memory module, a data path 
network, means forming a dual bus, programmable logic 
control means, an auxiliary data transfer nozzle, and a 
series of input /output modules. 

Together, these components process blocks of data of 
microcodes. The elements such as associated in this 
document, do not allow testing of the integrated 
circuit without multiple connections. This document 
does not therefore afford a satisfactory solution to 
the particularly lengthy implementation of customary 
testing processes. 

The aim of the invention is to resolve these various 
drawbacks, by proposing a process for testing 
integrated circuits not requiring the connection of all 
the inputs/outputs of this circuit to a tester and 
allowing an extended area, or even the entire circuit, 
it being possible moreover for this process to be 
carried out much faster than the known test processes. 
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The combinaton of the characteristics of claim 1 is not 
included within the state of the art and does not 
follow therefrom in an obvious manner. 
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(54) Title: METHOD FOR TESTING INTEGRATED CIRCUITS WITH MEMORY ELEMENT ACCESS 

(54) Titre: PROCEDE DE TEST DE CIRCUITS INTEGRES AVEC ACCES A DES POINTS DE MEMORISATION DU CIRCUIT 
(57) Abstract 



The invention concerns a method 
for testing an integrated circuit compris- 
ing memory elements (140) and a bound- 
ary scan chain (1 20) wherein on the mem- 
ory elements (140) can be written and/or 
read on the memory elements via an ac- 
cess path (150) to the memory elements 
(140) from a terminal (108) external to 
the circuit. The invention is characterised 
in that it consists in activating the bound- 
ary scan chain (120) to impose and/or ob- 
serve logic levels on the integrated circuit 
inputs/outputs (120). 

(57) Abrdge* 



L 'invention concerne un procdde 
pour tester un circuit intdgre* comprenant 
des points de memorisation (140) et 
une chaine de Boundary Scan (120), 
dans lequel on £crit et/ou on lit sur 
les points de memorisation (140) par 
P intermedial re d'un chemin d'acces 
(150) aux points de memorisation (140) 
depuis une borne exterieure (108) du 
circuit, caracteris6 en ce que Pon active 
la chaine de Boundary Scan (120) pour 
imposer et/ou observer des niveaux 
logiques sur les entrees/sorties (120) du circuit intggre\ 
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WO 00/54067 

1 

Procede de test de circuits integres avec acces a des points de 
memorisation du circuit 

La presente invention concerne les procedes et les dispositifs pour 
5 tester les circuits integres ainsi que les circuits integres munis de moyens 
autorisant la realisation de tests efficaces. 

On connaTt deux principaux procedes pour tester des circuits 
integres logiques complexes. 

Un premier procede, appele « procede de generation automatique 
10 de vecteurs de test par chemin complet de balayage » t ou « full scan 
ATPG » en anglais, est couramment utilise pour tester la fabrication de 
puces. 

Ce procede consiste a injecter sur des broches du circuit integre des 
signaux connus et a prelever sur des broches de sortie les valeurs obtenues, 
is pour les comparer a des valeurs attendues. 

On utilise dans ce procede un testeur dont des canaux sont relies 
aux broches d'entree-sortie du circuit integre. Pour rnettre en oeuvre 
correctement ce procede, il faut un testeur ayant un nombre de canaux egal 
au nombre de broches d'entree-sortie du circuit. 
20 Avec ce procede, on sait tester en particulier une fonction logique 

combinatoire. Connaissant la combinatoire, on sait generer 
automatiquement les vecteurs logiques qui permettent de verifier de maniere 
quasi-exhaustive Timplementation correcte de la combinatoire. 

Cependant, lorsque la fonction du circuit integre comprend des 
25 elements de memorisation, on ne sait pas en general generer les vecteurs 
de test. Dans certains cas rares ou Ton sait generer ces vecteurs malgre la 
presence de points de memorisation, le nombre de vecteurs de test est tres 
eleve, de sorte que Ton doit rnettre en oeuvre une sequence de test tres 
longue, difficile a stocker en memoire, difficile a manipuler, et necessitant 
30 beaucoup de temps sur testeur. 

Pour eviter cet inconvenient dans le cas des circuits integres a 
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points de memorisation, on sait mettre en place dans le circuit un chemin 
d'accds aux points de memorisation qui permet de lire et d'ecrire sur tous 
ces points de memorisation, de telle fagon que la fonction du circuit int6gr6 ^ 
est reduite, en commandant les points de memorisation, 3 une fonction 
5 combinatoire que Ton sait tester. 

De manure courante, les points de memorisation sont places en 
serie sur le chemin d'acces, ce chemin d'acces etant reserve au test. Ce 
chemin est appeie « chemin de balayage complet », ou « full scan path » en 
anglais. Ce chemin d'acces ajoute quelques entrees-sorties au circuit. 

io Ce premier proc6de comporte un inconvenient majeur. 

II necessite un acces physique, constitue par un canal du testeur, 
pour chaque entree-sortie du circuit integre. Or, de nos jours, le nombre 
d'entrees-sorties des circuits integr6s logiques depasse couramment 
plusieurs centaines, et atteindra bientot le millier, et les testeurs actuels ne 

is peuvent etre realises en pratique qu'avec quelques centaines de canaux. 
Les testeurs actuels deviennent done inadaptes aux circuits integres a 
tester. 

Plus generalement, les testeurs sont d'autant plus couteux que leur 
nombre de canaux est eieve. 

20 Cet inconvenient est particulierement aigu dans le cas de circuits de 

grande taille, qui sont les plus susceptibles de presenter des defauts de 
fonctionnement. Pour de tels circuits, on realise le test directement sur une 
tranche de silicium, avant un montage du circuit en boltier, long et couteux, 
qui pourrait s'averer inutile du fait que le circuit risque d'etre defectueux. Un 

25 tel test sur tranche se fait e I'aide d'une carte e pointes, dont le cout et la 
compiexite de realisation augmentent plus vite que le nombre de pointes, 
notamment en raison d'une contrainte de coplanarite des pointes. 

Pour ces raisons, on met en oeuvre cette methode ATPG en ne 
reliant qu'une partie des broches d'entree-sortie au testeur. Certaines 

30 entrees-sorties restent done non testees, au detriment de la qualite du test 
de fabrication, et des zones du circuit restent non testees. 
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On a ainsi represents, sur ia figure 3, un circuit teste avec ce 
procede connu, sur lequet sont indiquees par la reference 10 les branches 
non connectees, et sur lequel les zones non testees ont ete hachurees. 

On connaTt un second procede de test de circuits integres, qui 
5 permet le controle et I'observation de niveaux logiques sur les entrees- 
sorties d'un circuit, meme quand les interconnections du boTtier ne sont pas 
accessibles physiquement. Ce procede est utilise notamment dans le cas 
d'un boitier a bille monte en surface (boTtier BGA), ou encore dans le cas 
d'un circuit imprime multi-couches. 

10 Ce second type de test, appele « JTAG Boundary scan » (balayage 

de la peripherie), et defini par le « Joint Test Action Group » , standard IEEE 
1149.1, concerne essentiellement le test des cartes imprimees et des 
soudures des circuits integres sur ces cartes. Ce standard IEEE 1149.1 
prevoit un chemin d'acces aux entrees/sorties apte a se substituer a une 

is connexion physique directe sur les entrees/sorties. 

Ce second type de test est mis en oeuvre en ajoutant dans le circuit 
integre et dans la carte imprimee qui le porte une logique specifique a ce test 
qui permet, sous le controle d'un automate appele controleur TAP («Test 
Access Port controller » en anglais), de capturer le niveau logique present 

20 sur une entree, et/ou d'imposer le niveau logique sur une sortie du circuit 
integre. En mode normal, cette logique est transparente, aussi bien pour les 
entrees que pour les sorties. 

Ainsi, les circuits integres d'une carte sont munis d'un chemin 
d'acces ayant la forme d'un boucle et reliant en serie Tensemble des 

2 5 entrees/sorties du circuit considere, et les boucles de chacun des circuits 
integres sont reliees en serie. 

La chaine du Boundary Scan parcourt done le composant auquel 
elle est integree, et parcourt egalement la carte recevant les composants. 
Une chaine de Boundary Scan generale relie en serie les chaines de 

30 Boundary Scan de chaque composant, de sorte que chaque plot 
d'entree/sortie de chaque composant ainsi que chaque piste de la carte est 
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accessible depuis I'exterieur de la carte, par un meme chemin depuis une 
* borne specifique de la carte, le transfert des donn6es captures ou £ 
imposer s'effectuant en s6rie dans ce chemin. 

Par de telles dispositions, le Boundary Scan autorise 6galement a 
5 tester les interconnexions entre les circuits int6gres sur une carte. Dans ce 
cas, le vecteur de test est charge en serie dans le chemin de Boundary 
scan, puis emis sur les interconnexions £ tester via des tampons de sortie 
des composants. Les resultats sont echantillonnes dans le Boundary scan, 
via les entrees des composants, puis sortis en serie vers le testeur. 
io Dans un mode « test interne », adapte pour tester les composants 

eux-memes, un vecteur de test est charge en serie dans le chemin de 
Boundary Scan puis applique a la logique interne du circuit integre. Le 
resultat est echantillonne dans le Boundary Scan Path, puis lu en serie par 
le testeur. 

is Ce second procede de test presente des inconvenients : il est de 

mise en oeuvre particulidrement longue, notamment dans le mode interne ou 
Ton teste les composants de la carte. De plus, ce precede de test s'avere 
particulierement inadapte au test des circuits integr6s avant leur montage, 
notamment pour tester les circuits intdsgres comprenant des elements de 
20 memorisation. 

L'invention a pour but de r6soudre ces differents inconvenients, en 
proposant un precede de test de circuits integres ne necessitant pas la 
connexion de toutes les entrees/sorties de ce circuit sur un testeur et 
permettant de tester une zone etendue, voire I'ensemble du circuit, ce 
2 5 procede pouvant en outre etre realise beaucoup plus rapidement que les 
precedes de test connus. 

En d'autres termes, ('invention se propose d'ameliorer la couverture 
d'un test de fabrication de circuit int6gr6 par rapport a la methode connue 
d'ATPG full-scan, sans augmenter le nombre de canaux du testeur. 
30 Ces buts sont atteints selon Tinvention grace a un procede pour tester 

un circuit integre comprenant des points de memorisation et une chaine de 
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Boundary Scan, dans lequel on ecrit et/ou on lit sur les points de 
memorisation par I'intermediaire d'un chemin d'acc^s aux points de 
memorisation depuis une borne ext6rieure du circuit, caract6ris6 en ce que 
Ton active la chaine de Boundary Scan pour imposer et/ou observer des 
5 niveaux logiques sur les entrees/sorties du circuit integre. 

D'autres caracteristiques, buts et avantages de I'invention 
apparaitront a la lecture de ia description detaill6e qui va suivre. en 
reference aux figures annexees sur lesquelles : 

- la figure 1 represente schematiquement un circuit integre purement 
10 combinatoire conforme a I'etat de la technique ; 

- la figure 2 represente un circuit integre comportant des fonctions 
combinatoires et des elements de memorisation conforme a I'etat de la 
technique ; 

- la figure 3 represente le meme circuit qu'a la figure 2, sur lequel on 
is a indique par des zones hachurees des zones non testees en employant un 

procede ATPG de I'etat de la technique ; 

- la figure 4 represente un circuit integre muni d'une chaine de 
Boundary Scan dont des entries et sorties ont ete representees de manure 
detaillee, conforme £ retat de la technique ; 

20 - la figure 5 represente un circuit integre selon I'invention dont un 

chemin d'acces 3 des elements de memorisation a ete concatene £ un 
chemin de Boundary Scan ; 

- la figure 6 represente un circuit integre selon I'invention, conforme 
a celui de ia figure 5, et dont on a represente les moyens de connexion 

25 entre le chemin d'acces aux elements de memorisation et le chemin de 
Boundary Scan. 

Sur le circuit int6gr6 de la figure 4, on a represente trois parties 
principales : deux modules 20 et 30 d'entree/sortie du Boundary Scan, et 
entre ces deux modules, une partie 40 formant le coeur du circuit integre. 
30 Les deux modules 20 et 30 representes ici sont identiques Tun a 

I'autre.Chacun des deux modules 20 et 30 est place en parallele d'une 
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liaison directe entre une broche de connection et le coeur 40 de la puce. 

On d^crira seulement le module 20, le module 30 comportant les 
mSmes 6l6ments que le module 20. 

Le module 20 pr6sente deux extr6mites, chacune formee par un 
s multiplexeur 22, 24. Un premier 22 de ces deux multiplexeurs regpit sur une 
liaison 23 un signal de commando appele « signal shift », qui configure la 
cellule en « decalage » ou en « chargement ». 

Dans le cas de la cellule 20 representee £ gauche sur la figure 4 t le 
multiplexeur 22 est apte a recevoir sur sa premiere entree 21 un signal de 
10 broche, qui est par exemple un signal repu d'une autre puce de la carte . 

Sur une deuxieme entree 23 du multiplexeur 22, celui-ci regoit un 
signal d'entree SI, portant des donnees transferees dans la chalne de 
Boundary Scan et destinees a etre chargees par la cellule 20 si celle-ci est 
en mode « decalage ». 
is Entre les deux multiplexeurs 21 et 24, la cellule presente deux 

registres 25 et 26, dont Tun est un registre a decalage 25 qui delivre un 
signal de sortie SO destine a etre transite dans le Boundary Scan vers 
d'autres cellules d'entree/sortie non representees de la puce 40, ou encore 
vers d'autres puces. 

20 Le registre a decalage 25 regoit egalement un signal d'horloge note 

ck et I'autre registre 26 regoit un signal upd de mise £ jour des verrous de 
sortie de la cellule 20, c'est a dire de memoires de la cellule 20 aptes a 
former un niveau logique choisi de cette entr6e ou de cette sortie du circuit 
integre, lorsque cette cellule 20 est activ6e. 

25 Le registre £ decalage 25 delivre 6galement un signal SO qui 

contient, pour certaines cellules, des informations relevees sur cette cellule 
et/ou representatives de donn6es enregistrees dans la cellule 20, 
eventuellement destinies ^ fetre analys6es pour interpreter le test. 



SI est done I'entree des donnees en serie, SO la sortie des 



30 donnees en serie. 



Le multiplexeur 24 situe a Tautre extremite de la cellule 20, e'est a 
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dire entre la cellule 20 et le coeur 40 de la puce, re<?oit un signal « mode » 
apte a commander la cellule 20 pour que le signal transmis par la cellule 20 
au coeur de la puce 40 ne soit pas le signal regu sur la broche 21 mais le 
signal constitue par le contenu des verrous de la cellule 20. 
5 Les signaux SI et SO transitent dans le circuit int6gre, .de cellule 

d'entree/sortie en cellule d'entree/sortie sur I'ensemble de la boucle de 
Boundary scan reliant en serie ces entrees/sorties. 

De manidre connue, un tel circuit integr6 comporte un controleur 
TAP, non represents, dont le role est de g6n6rer les signaux de commande 

10 SHIFT, UPD. CK et MODE de la chaine de Boundary Scan du circuit integre. 

Lors d'un test d'une carte le controleur TAP regoit lui-meme des 
signaux de commande circulant dans le chemin de Boundary scan de la 
carte. Ces signaux de commande transmettent au controleur TAP du circuit 
les instructions concernant des niveaux logiques a imposer sur certaines 

is cellules de son circuit integre. A ('inverse, le contr&leur TAP transmet lui 
aussi dans le chemin de Boundary scan des niveaux logiques releves sur 
certaines cellules. 

Le circuit intdgrS selon I'invention, qui est represents a la figure 5, 
comporte un ensemble de broches 100, associSes chacune £ une cellule 

20 d'entree/sortie 110. Les cellules 110 sont raccordees en serie par un chemin 
pSripherique 120 de Boundary Scan, represents en double trait a tirets. Ce 
chemin peripherique 120 forme done une boucle 110 qui parcourt le 
pourtour du circuit de cellule d'entrSe/sortie 110 en cellule d'entree/sortie 
110. 

2 5 Ce circuit integre comporte des fonctions combinatoires 130 et des 

elements de memorisation 140. Les e!6ments de memorisation 140 sont 
relies entre eux en serie par un chemin 150 qui permet d'accSder £ ces 
memoires depuis une broche extSrieure 108. Ce chemin 150 permet de 
commander, lors d'un test, les memoires 140 de maniere directe depuis 

30 I'exterieur du circuit. 

Parmi les broches 110, certaines broches referencees 103 sont 
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reliees aux canaux d'un testeur non represents et d'autres broches 
r6f6rencees 105 ne sont pas connectees au testeur. Les broches 
connectees 103 sont prolong6es sur la figure 5 par un trait gras, tandis que 
les broches non connect6es 105 he sont munies que d'un court trait fin. 
5 Conformement 3 I'invention, le test de ce circuit int6gre est r6alis6 

en agissant depuis Texterieur sur les memoires 140, tout en activant le 
chemin 120 de Boundary Scan. 

On utilise le chemin 150 ou bien pour placer les memoires 140 dans 
un etat predetermine, ou bien pour relever leur etat au cours du test. 
10 Simultanement, on utilise le chemin 120 de Boundary scan pour imposer sur 
certaines entrees/sorties non connectes 105 les niveaux logiques 
predetermines ou pour relever des niveaux logiques a observer. 

Ainsi, on agit sur les memoires 140 par I'intermediaire du chemin 
150 et on agit sur les cellules 105 non connectees par I'intermediaire du 
is chemin de Boundary Scan 120. 

Dans ce mode de mise en ceuvre de Tinvention, on injecte dans les 
broches connectees 103 des signaux choisis directement par les canaux du 
testeur. 

Le chemin de Boundary Scan 120 etant connects au testeur, le 
20 testeur envoie dans ce chemin un signal choisi sp6cifiquement pour activer 
certaines des autres cellules 105 qui sont non connectees et pour leur 
imposer un niveau logique predetermine. 

En utilisant £ la fois le chemin de Boundary Scan 120 et £ la fois 
une connexion directe des broches 103, le testeur a acces £ toutes les 
25 broches 100 du circuit integre. On peut done appliquer tout vecteur de test 
souhaite sur un ensemble de broches qui englobe des broches connectees 
103 et des broches non connectees 105. 

On applique des niveaux predetermines £ des groupes de broches 
d'entree/sortie 100 en combinant une action par connexion directe sur 
30 certaines broches a une action indirecte sur les entrees-sorties par 
I'intermediaire du Boundary Scan 120. 
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^invention prevoit egalement de n'agir directement sur aucune 
broche et de n'imposer ou lire les niveaux logiques des entrees/sorties que 
par I'interm6diaire du Boundary Scan, tout en agissant directement sur les 
Elements de m6moire 140 du circuit par un ou plusieurs accds directs 3 ces 
5 memoires 140. 

Dans le cas d'un circuit a quinze Elements de memoire par exemple, 
on peut adopter quinze chemins d'acc^s directs a chacune des m6moires, le 
Boundary Scan formant un seizieme chemin de commande d*el6ments du 
circuit. Bien entendu, il est egalement possible de placer quinze Elements 
10 de memoire en serie sur un meme chemin comme dans le cas de la figure 5. 

Sur I'exemple de realisation de la figure 5, le chemin d'acces 150 
aux elements de memoire 140 est concatene au chemin de Boundary Scan 
120 de sorte que ces deux chemins torment une meme chaine sur laquelle 
sont places en serie a la fois les elements de memoire 140 et les cellules 
is d'entree/sortie 110. 

Ainsi, on agit sur les points de memorisation 140 et sur les cellules 
d'entree/sortie 110 avec la seule connexion 108 ext6rieure au circuit, en 
injectant les donnees en serie dans cette chaine. 



20 concatenation de la chaine de Boundary Scan 120 et de la chaine 150 
d'acc£s direct aux m6moires 140. Ce montage pn§ferentiel pr6sente 
I'avantage de laisser le chemin de Boundary Scan 120 disponible au 
controleur TAP en dehors d'une mise en oeuvre du procede de test selon 
Tinvention et de permettre, lors d'un test du circuit int6gr6 realist 

2 5 conformement & Tinvention, d'activer le chemin de Boundary Scan 120. 

Pour cela, la chaine d'acces 150 aux m6moires 140 est relive a la 
chaine de Boundary Scan 120 par Hnterm^diaire d'au rnoins un multiplexer 
command^ par un signal de mode ATPG-mode, injects depuis la 
broche 108. 

30 De maniere classique, la chaine de Boundary Scan 120 comprend 

six liaisons. On a schematise, sur la figure 6, le chemin de Boundary Scan 



A la figure 6, on a represents un montage adapte 3 une telle 
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120 par un simple rectangle muni de six connexions correspondent a ces 
liaisons. 

De mSme, on a represents I'ensemble formS du chemin d'accSs 
150 avec ses SISments de memorisation 140 par un simple rectangle 
5 rSfSrencS 150. 

On a repr6sente de fa?on dStaillee la jonction entre la partie de 
chatne de Boundary scan comprenant les cellules 1 10 en serie, le controleur 
TAP 200, et le chemin d'acces 140 qui est appetS egalement ici chemin 
d'ATPG full scan par reference a Tart antSrieur. 
io Ce raccordement est situe en aval du controleur TAP 200 sur la 

chalne de Boundary Scan et en aval des points de memorisation 140 sur le 
chemin d'acces 150. 

Dans ce montage, la broche 108 forme I'extremite exterieure d'un 
ensemble de quatre liaisons circulant parallelement les unes aux autres sur 
is le chemin 150 jusqu'a cette jonction. 

Ces quatre liaisons sont : 

- une liaison ATPG-si apte a transmettre un signal porteur 
d'informations aux elements de memorisation 140 et aux cellules 110, 
commandant des Stats de certaines mSmoires 140 ou des niveaux logiques 

20 de certaines entrees/sorties 1 10 qui sont aptes a reconnaitre les signaux qui 
leur sont destines spScifiquement. Ce canal ATPG-si porte entre la broche 
108 et sa jonction avec la chaine de Boundary Scan les elements de 
memoire 140 disposes en serie ; 

- une liaison ATPG-se apte a transmettre au Boundary Scan un 
2 5 signal de mise en configuration de « dScalage » ou de « chargement » SE 

de cellules choisies du Boundary Scan ; 

- une liaison CLOCK apte £ transporter un signal d'horloge CK 
jusqu'aux diffSrents SISments du Boundary Scan, et ; 

- une liaison ATPG-mode apte a vShiculer un signal de 
30 commande MODE indiquant si le Boundary Scan 120 est a relier au 

controleur 200 ou bien a la chaine d'accSs aux mSmoires 150. Dans ce 
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dernier cas, la chaine de Boundary Scan 120 est reliee en serie a la chaine 
ATPG 150. 

La liaison ATPG-mode est reliee 3 cinq multiplexeurs (ou 
fonctions equivalentes) dont elle constitue £ chaque fois un canal de 
5 commande. 

Un premier multiplexeur 210 re^oit sur une premiere entree le 
signal SI vehicule sur la liaison ATPG-Si et regoit sur une seconde entree un 
signal d*entr6e SI provenant du controleur TAP 200. 

Un deuxieme multiplexeur 220 regoil sur ses deux entrees 
10 respectivement le signal d'horloge CK venant de la broche 108 et un autre 
signal d'horloge CK venant du controleur 200. 

Un troisieme multiplexeur 230 req sur ses entrees 
respectivement le signal SE provenant de la broche 108 et le signal SHIFT 
venant du controleur 200. 
is Un quatridme multiplexeur 240 re^oit sur ses deux entrees 

respectivement le signal mode provenant du contr6leur 200 et un signal 
d'activation constant note « 1 ». 

Un cinquieme multiplexeur 250 re?oit sur ses deux entries 
respectivement le signal de mise a jour UPD provenant du controleur 200 et 
20 un signal d'activation constant note « 1 ». 

Lorsque le signal de mode qui est injecte dans la broche 1 08 sur 
la liaison ATPG-mode est a 0, les liaisons SI, MODE, Shift, CK et UPD du 
Boundary Scan 120 sont reliees, comme dans un circuit ordinaire, au 
controleur 200. 

25 En d'autres termes, lorsqu'aucun signal de mode test active n'est 

transmis dans la broche 108, le Boundary Scan 120 est reli6 a son dispositif 
de commande 200 prevu pour r6aliser un test Boundary Scan courant. 

Par contre, lorsqu'un signal d^ctivation de test est transmis sur le 
canal ATPG-mode de la broche 108, les canaux SI, CK, SHIFT du Boundary 

30 Scan 120 sont relies respectivement aux signaux SI, CK, SE appliques 
respectivement sur les liaisons ATPG-Si, Clock et ATPG-Se de la broche 
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108, tandis que les liaisons MODE et UPD du Boundary Scan 120 sont 
relives aux valeurs constantes d'activation 6gales 3 1. 

Ainsi, lorsque la liaison ATPG-mode de la broche 108 regoit un 
signal d'activation, le chemin de Boundary Scan 120 et les cellules 110 qu'il 
5 comprend sont command6s par les signaux SI, CK. et SE appliqu6s 3 la 
broche 108 depuis I'extdrieur. 

Dans ce meme cas, le signal MODE et le signal UPD re?us par la 
chaine de Boundary Scan 120 sont les signaux permanents d'activation de 
sorte que le contenu des verrous des cellules d'entree/sortie du Boundary 
10 Scan est substitue aux signaux normalement preleves sur les broches de 
ces cellules pendant le test selon I'invention. 

On notera que le chemin d'acces 150 aux memoires 140 est relie 
en permanence a I'entree d'horloge de la broche 108, contrairement au 
Boundary Scan 120 qui est assujetti au signal d'horloge du controleur 200 
is ou de la broche 108 selon le contenu du signal de mode applique a la 
broche 108. 

La sortie de la chaine de Boundary Scan 120 forme une broche 
109 et porte egalement une liaison reliant cette broche 109 au contrdleur 
200, de sorte que sur le contrdleur 200 est reboucle le signal de sortie SO 
20 du Boundary Scan 120. 

Lors du test selon I'invention, un testeur connecte aux entrees 
ATPG-Se, Clock, ATPG-mode et ATPG-Si de la broche 108 active la chaine 
concatenee comprenant les memoires 140 en sdsrie avec les cellules 110, et 
applique un 6tat choisi aux memoires 140, impose un signal choisi sur des 
2 5 entrees/sorties 100 choisies du circuit int6gr6 par I'intermediaire de la 
chaine de Boundary Scan, et relive des signaux obtenus sur des 
entrees/sorties 100 du circuit int6gr6 par I'interm6diaire de la chaine de 
Boundary Scan 120, ainsi que sur la broche 109. 

On utilise done lors du test du circuit integre une logique pr6sente 
30 dans le circuit et utilisee jusqu'a present pour acceder a des entrees/sorties 
du circuit non accessibles en particulier lorsque ce circuit etait monte sur 
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une carte. On augmente done la couverture du test d'un circuit integre 
logique complexe ayant de nombreuses entr6es/sorties. 

Quelques portes logiques suppl6mentaires sont ajoutees au 
circuit pour raccorder la chalne de Boundary Scan 120 3 la chalne ATPG 
full-scan, la mettre en mode non transparent et raccorder son- horloge £ 
I'horloge de test ATPG lorsque le test selon invention est mis en oeuvre. 

Le testeur est avantageusement muni de quelques canaux 
branches directement sur des broches d'entree/sortie 100 du circuit. 

Le testeur comporte alors un module pour injecter directement 
dans des entrees-sorties reliees a ces canaux des signaux de test et pour 
recevoir des signaux sortant de ces entrees-sorties 100, et pour les 
comparer a des signaux attendus. Le testeur comporte alors un dispositif de 
commande de la chaine de Boundary Scan 120 du circuit integre qui est 
coordonne au module d'injection/reception directe pour generer des 
vecteurs de test sur des ensembles comprenant a la fois des entrees-sorties 
103 connectees directement au testeur et a la fois des entrees-sorties 105 
connectees au testeur via la chalne de Boundary Scan 120. 

Dans le cas d'une telle association d'injections directes et 
d'injections par ('intermediate de la chaine de Boundary Scan, le test 
permet de tester I'ensemble des parties du circuit et s'avere particulierement 
rapide, efficace, du fait notamment que Ton utilise un testeur qui pr£sente un 
nombre de canaux acceptable et permet un test rapide et plus complet du 
circuit. 

Le fait d'injecter des vecteurs de test par I'association d'une 
injection directe dans les broches et d'une injection par I'interm6diaire de la 
chaine de Boundary Scan peut mfeme 6tre adopte sans recourir 3 une 
intervention sur les points de memorisation. 

Le fait de concatener les chaines ATPG 150 et Boundary Scan 
120 permet plus generalement d'agir sur les m6moires 140 et sur les 
cellules d'entree/sortie 110 par une m6me entree 108, avec un mSme 
generateur de signaux. 
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Grace a I'invention on augmente le nombre de points de controle 
et d'observation, et done on am^liore la couverture de test au voisinage des 
entr6es-sorties Iaiss6es non connect6es. 

L'invention ameliore la testability au voisinage des entries- 
5 sorties bidirectionnelles, mdme celles connect6es & un canal du testeur, car 
elle fournit un acc6s de test a un point intermediate qui selon la norme IEEE 
1 149.1 doit faire partie de la chalne de Boundary Scan, a savoir le signal de 
direction. 
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REVENDICATIONS 



1. Procede pour tester un circuit integr6 comprenant des points de 
memorisation (140) et une chaine de Boundary Scan (120), dans lequel on 
s 6crit et/ou on lit sur les points de memorisation (140) par I'intermediaire d'un 
chemin d'acces (150) aux points de memorisation (140) depuis une borne 
exterieure (108) du circuit, caracterise en ce que Ton active la chaine de 
Boundary Scan (120) pour imposer et/ou observer des niveaux logiques sur 
les entrees/sorties (120) du circuit integre. 
10 2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que le chemin 

d'acces (150) aux points de memorisation (140) et la chalne de Boundary 
Scan (120) sont actives simultanemenL 

3. Procede selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que le 
chemin d'acces (150) aux points de memorisation (140) et la chaine de 

is Boundary Scan sont actives par I'intermediaire d'une ligne comprenant en 
serie le chemin d'acces (150) aux points de memorisation (140) et la chaine 
de Boundary Scan (120). 

4. Procede seion Tune quelconque des revendications 1 a 3, 
caracterise en ce que Ton active la chaine de Boundary Scan (120) par 

20 I'intermediaire d'un chemin d'activation (150) reiie £ la chaine de Boundary 
Scan (120) en aval dun controleur TAP (200). 

5. Procede selon la revendication 4, caracterise en ce que le chemin 
d'activation (150) est relie 3 la chaine de Boundary Scan (120) au moins par 
une porte logique (210, 220, 230, 240, 250) apte 3 relier, en fonction d'un 

25 signal de commande (ATPG-mode), la chaine de Boundary Scan (120) ou 
bien au chemin d'activation (150) du Boundary Scan, ou bien au contr&leur 
TAP (200). 

6. Procede selon I'une des revendications 4 ou 5, caracterise en ce 
que le chemin d'activation (150) inclut au moins un canal (ATPG-Si) sur 

30 lequel est place au moins un point de memorisation (140), ce canal etant 
apte a etre relie en serie avec la chaine de Boundary Scan (120) lorsque 
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celle-ci est activee. 

7. Proc6d6 selon Tune des revendications pr6c6dentes. caracterise 
en ce que les canaux d'entree (Si), d'horloge (ck) et de configuration (Sh) de 
la chaine de Boundary Scan (120) sont relies £ des portes logiques (210, 
s 220, 230 t 240, 250) qui sont aptes 3 relier, selon un signal de commande 
(ATPG-Mode), ces canaux (Si, ck, Sh) ou bien aux canaux d'entree (Si), 
d'horloge (ck) et de configuration (Sh) du controleur TAP (200) ou bien aux 
canaux d'entree (Si), d'horloge (ck) et de configuration (Sh) du chemin 
d'activation (150). 

10 8. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise 

en ce que tous les points de memorisation (140) sont relies en serie. 

9. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise 
en ce qu'au moins une partie des entrees-sorties (100) du circuit integre est 
connectee directement a un testeur apte a injecter directement dans 

is certaines de ces entrees-sorties (100) des signaux choisis, et/ou a recevoir 
directement de certaines de ces entrees-sorties (100) des signaux de sortie 
et a comparer ces signaux de sortie a des signaux attendus. 

10. Procede selon Tune des revendications precedentes en 
combinaison avec la revendication 9, caract6ris6 en ce que le testeur 

20 d'injection et/ou de mesure directe est coordonn6 a un dispositif 
de commande de la chaine de Boundary Scan (120) pour g6n6rer des 
vecteurs de test sur des ensembles comprenant £ la fois des entrees-sorties 
(103) connectes directement au testeur et a la fois des entr6es-sorties (105) 
connectees au testeur via la chaine de Boundary Scan (120). 

2 5 11. Proc6de selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6ris§ 

en ce que le circuit comporte des acces (150) a I'ensemble de ses points de 
memorisation (140) et en ce que le test est realise en commandant 
I'ensemble des points de memorisation (140) de sorte que la fonction du 
circuit integre se reduit 3 une fonction combinatoire. 

30 12. Circuit integre comportant une chaine de Boundary Scan (120) et 

un chemin d'acces (150) a au moins un point de memorisation (140), 
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caracterise en ce que le chemin d'acces (150) et ta chaTne de Boundary 
Scan (120) sont relies en s6rie et en ce que le circuit comporte des moyens 
(220 f 230 t 240,250) pour intervenir simultanement sur le ou les points de 
memorisation (140) du chemin d'accds (150) et sur les cellules (110) de la 
chaine de Boundary Scan (120). 

13. Circuit integre selon la revendication 12, caracterise en ce que les 
moyens (220,230,240,250) pour intervenir simultanement sur le ou les 
points de memorisation (140) du chemin d'acces (150) et sur les cellules 
(110) de la chaine de Boundary Scan (120) comprennent au moins une 
porte logique (220,230,240,250) apte a relier ta chaine de Boundary Scan 
(120) ou bien au chemin d'acces (150), ou bien a un controleur TAP (200). 

14. Circuit integre selon la revendication 12 ou 13, caracterise en ce 
que les canaux d'entree (SI), d'horloge (CK) et de configuration (SHIFT) de 
la chaTne de Boundary Scan (120) sont relics a des portes logiques 
(220,230,240,250) qui sont aptes £ relier, selon un signal de commande 
(MODE), ces canaux ou bien aux canaux d'entn§e (SI), d'horloge (CK) et de 
configuration (SHIFT) du contrdleur TAP (200), ou bien aux canaux 
d'entree(ATPG_si), d'horloge (ATPG_ck) et de configuration (ATPG_se) du 
chemin d'acces (150). 

15. Circuit integre selon Tune des revendications 12 & 14, caracterise 
en ce que tous les points de memorisation (140) du circuit integre sont relies 
en s6rie. 

16. Testeur de circuit integre, comprenant un premier module pour 
imposer et/ou lire des etats de points de memorisation (140) d'un circuit 
integre, caracterise en ce qu'il comporte un second module pour imposer 
des etats et/ou lire des etats de cellules d'entr6e/sortie (110) par 
I'intermediaire de la chaine de Boundary Scan (120) du circuit 
simultanement £ Taction du premier module. 

17. Testeur de circuit integre selon la revendication 16, caracterise en 
ce qu'il est prevu pour injecter simultanement dans un circuit integre des 
signaux de commande (SI) des points de memorisation (140) et des signaux 
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de commande (SI) des entrees/sorties (1 10) du Boundary Scan (120). 

18. Testeur selon la revendication 17, caract6ris6 en ce qu'il est 
pr6vu pour injecter les signaux de commande (51) des points de 
memorisation (140) et les signaux de commande (51) des entrees/sorties 

s (1 10) du Boundary Scan (120) sur un m6me canal. 

19. Testeur selon Tune quelconque des revendications 16 a 18, 
caracteris6 en ce qu'il comporte une s6rie de canaux aptes a etre connects 
directement a des entrees/sorties (103) d'un circuit integre, et un module 
apte a injecter directement dans certaines de ces entrees/sorties (103) des 

10 signaux choisis, et/ou a recevoir des signaux de sortie de ces 
entrees/sorties (103, 109) pour comparer ces signaux de sortie a des 
signaux attendus. 

20. Testeur selon la revendication 19, caracterise en ce qu'il 
comporte un dispositif de commande de la chaine de Boundary Scan (120) 

15 d'un circuit integre coordonne au module d'injection/reception directe pour 
generer des vecteurs de test sur des ensembles comprenant a la fois des 
entrees-sorties (103) connect£es directement au testeur et a la fois des 
entrees-sorties (105) connect6es au testeur via la chaine de Boundary Scan 
(120). 

20 21. Testeur selon Tune des revendications 16 £ 20, caracterise en ce 

qu'il est apte a commander I'ensemble des points de memorisation (140) de 
telle sorte que la fonction du circuit integre se reduit a une fonction 
combinatoire pendant le test. 
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1. Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administaration chargee de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conformement a ('article 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 4 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

S || est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupres de 
('administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et I'instruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent 3 feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 
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d'application industrielle 
Absence d'unite de I'invention 

Declaration motivee selon 1'artrcle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 
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I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande international (les feui/les de remplacement qui ont ete remises 
a i'office rgcepteur en reponse a une invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees dans le present 
rapport comme "initia/ement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent 
pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 17)): 

Description, pages: 

1-3,5-14 version initiale 

4,4a regue(s) avec telecopie du 12/04/2001 
Revendications, N°: 

1 5 re?ue(s) avec telecopie du 1 2/04/2001 

Revendications, pages: 

16-18 version initiale 

Dessins, feuilles: 

1/3-3/3 version initiale 

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de I'administration ou 
lui ont et§ remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a ete deposee, sauf indication contraire 
donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: , qui est : 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la r£gle 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 



3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande 

internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme 6crite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a Tadministration, sous forme 6crite. 



55.3). 
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□ remis ult£rieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par 6crit et fourni ult6rieurement ne va pas au-dei& 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques & 
celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entraine I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, n os : 

□ des dessins, feuilles : 

5. □ Le present rapport a §te formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete consider^es 

comme allant au-dela de i'expose de I'invention tel qu'il a et§ depose, comme il est indique ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et 
annexee au present rapport) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaute Oui : Revendications 1-21 

Non : Revendications 

Activite inventive Oui: Revendications 1-21 

Non : Revendications 

Possibility d'application industrielle Oui : Revendications 1-21 

Non : Revendications 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



On connaTt deux principaux precedes pur tester des circuits integres logiques 
complexes: 

a) le procede de generation automatique de vecteurs de test par chemin complet de 
balayage or "full scan ATPG" en anglais est couramment utilise pour tester la 
fabrication de puces; 

b) "JTAG Boundary scan" (balayage de la peripherie) et defini par le "Joint Test Action 
Group" est standard IEEE 1 149.1 . 

On connaTt egalement le US 5 850 513, un systeme permettant une verification de 
donnees de fonctionnement d'un circuit, incluant un sous-systeme de maintenance, 
une memoire flash, un controleur, une unite de traitement, un module memoire 
principal, un reseau de chemin de donnees, des moyens formant bus dual, des moyens 
de controle logiques programmables, un buse de transfert auxiliaire de donnees', et un 
serie de modules d' entree/sortie. 

L'ensemble de ces composants traite des blocs de donnees de micro codes. Les 
elements tels qu'associes dans ce document, ne permet pas un test du circuit integre 
sans connexions multiples. Ce document n'apporte done pas de solution satisfaisante a 
la mise en oeuvre particulierement longue des procedes de test habituels. 

L' invention a pour but de resoudre ces differents inconvenients, en proposant un 
procede' de test de circuits integres ne necessitant pas la connexion de toutes les 
entree/sorties de ce circuit sur un testeur et permettant une zone etendue, voire 
l'ensemble du circuit, ce procede' pouvant en outre etre realise beaucoup plus 
rapidement que les procedes de test connus. 

La combinaison des caracteristiques de la revendication 1 n'est pas comprise dans 
I'etat de la technique et n'en decoule pas de maniere evidente. 
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accessible depuis I'exterieur de la carte, par un meme chemin depuis une 
borne sp^cifique de la carte, le transfer! des donn^es captures ou d 
imposer s'effecluant en s§rie dans ce chemin. 

Par de telles dispositions, le Boundary Scan autorise 6galement d 

> tester les interconnexions entre les circuits inl6gr6s sur une carte. Dans ce 
cas t ie vecteur de test est charg6 en s6rie dans le chemin de Boundary 
scan, puis 6mis sur les interconnexions 3 tester via des tampons de sortie 
des composants. Les r6sultats sont 6chantillonn6s dans le Boundary scan, 
via les entrees des composants, puis sortis en s6rie vers le testeur. 

> Dans un mode « test interne » f adapt6 pour tester les composants 
eux-m&mes, un vecteur de test est charge en sdrie dans le chemin de 
Boundary Scan puis appliqud & la logique interne du circuit integr6. Le 
r6sultat est 6chantillonn6 dans le Boundary Scan Path, puis lu en serie par 
le testeur. 

5 Ce second proc6d6 de test pr6sente des inconvSnients : il est de 

mise en ceuvre particuliferement longue, notamment dans le mode interne ou 
Ton teste les composants de la carte. Do plus, ce proc6d§ de test s'avSre 
particulierernent iriadapte au test des circuits int6gr6s avant leur montage, 
notamment pour tester les circuits int6gr6s comprenant des §l6ments de 

o memorisation. 

[/invention a pour but de r6soudre ces differents inconvSnients, en 
proposant un proc6d6 de test de circuits inl6gr§s ne n6cessitant pas la 
connexion de toutes les entrees/sorties de ce circuit sur un testeur et 
permettant de tester une zone 6tendue f voire I'ensemble du circuit, ce 
15 precede pouvant en outre fetre r6alis6 beaucoup plus rapidement que les 
precedes de test connus. 

En d'autres termes, invention se propose d'am^Horer la couverture 
d'un test de fabrication de circuit int6gr6 par rapport d la m6lhode connue 
d'ATPG full-scan, sans augmenter le nombre de canaux du testeur. 
30 Ces buls sont atteints selon I'invention grace a un precede pour tester 

un circuit integr6 comp'renant des points de memorisation et une chalne de 
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On connait egalement de US 5 850 513, un systeme permettant une 
verification cle donnees de fonctionnement d'un circuit, incluant un sous- 
systeme de maintenance, une m^moire flash, un contrdleur, une unite de 
5 traftement, un module memoire principal, un r6seau de chemin de donnees, 
des moyens formant bus dual, des moyens de contrdle logiques 
programmables. un buse de transfert auxiliaire de donnees, et une serie de 
modules d 'entree/sortie. 

L'ensemble de ces composants traite des blocs de donnees de 
10 microcodes. Les 6!6ments tels qu'associes dans ce document, ne permet 
pas un test du circuit integre sans connexions multiples. Ce document 
n'apporte done pas de solution satisfaisante a la mise en oeuvre 
particuli&rement longue des precedes de test habituels. 

15 



20 



25 



FEUiLLE MODiFiEE 
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REVENDICATIONS 

1. ProcddS pour tester un circuit inl§gr6 comprenanl des points de 
memorisation (140) et une chain© de Boundary Scan (120), dans lequel on 
s 6crit et/ou on lit sur les points de memorisation (140) par rintermddiaire d # un 
chemin cfaccds (150) aux points de memorisation (140) depuis une borne 
ext6rieure (108) du circuit, oaract£ris£ en ce que Ton active la chaine de 
Boundary Scan (120) pour imposer et/ou observer des niveaux logiques sur 
les entrees/sorties (5j^ du circuit integre. 
io 2. Proc6d6 selon la revendication 1, caracteris6 en ce que le chemin 

d'acces (150) aux points de memorisation (140) et la chaine de Boundary 
Scan (120) sont actives simultanemenL 

3. Procede selon la revendication 1 ou 2 f caracteris6 en ce que le 
chemin d'accds (150) aux points de memorisation (140) et la chaine de 

15 Boundary Scan sont actives par Hnterm6diaire d'une ligne comprenant en 
serie le chemin d'acc^s (150) aux points de memorisation (140) et la chaine 
de Boundary Scan (120). 

4. Procede selon Tune quelconque des revendicalions 13 3, 
caracteris6 en ce que Ton active la chaine de Boundary Scan (120) par 

20 Tintermediaire cTun chemin d'aclivation (150) relI6 & la chaine de Boundary 
Scan (120) en aval d'un contrdleur TAP (200). 

5. ProcedS selon la revendication 4, caract6ris6 en ce que le chemin 
d'activation (150) est reli6 £ la chaine de Boundary Scan (120) au molns par 
une porte logique (21 0 r 220, 230 f 240. 250) apte £ relier, en fonction d'un 

25 signal de commande (ATPG-mode), la chaine de Boundary Scan (120) ou 
bien au chemin d'activation (150) du Boundary Scan, ou bien au contr&leur 
TAP (200). 

6. Proced6 selon Tune des revendications 4 ou 5, caract6ris6 en ce 
que le chemin d'activation (150) inclut au moins un canal (ATPG-Si) sur 

30 lequel est place au moins un point de memorisation (140), ce canal 6tant 
apte a etre relie en sefie avec la chaine de Boundary Scan (120) (orsque 
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Applicant's or agent's file reference 
340644/17742 


__ o _______ r*Ti/™\M SeeNotificationofTransmittaloflnternational Preliminary 

FOR FURTHER ACTION Examination Report (Form PCT/IPEA/416) 


International application No. 

PCT/FR00/00559 


International filing date (day/month/year) 
07 March 2000 (07.03.00) 


Priority date (day/month/year) 

08 March 1999 (08.03.99) 



International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
G01R31/3185 



Applicant 

FRANCE TELECOM 



1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 

2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet. 

rw] This report is also accompanied by ANNEXES, i.e.. sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
1--^ amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 

These annexes consist of a total of 3 sheets. 

3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention ' 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 
Certain observations on the international application 



Date of submission of the demand 

02 October 2000 (02.10.00) 


Date of completion of this report 

17 December 2001 (17.12.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



Internationa) application No. 

PCT/FR00/00559 



I. Basis of the report 



With regard to the elements of the international application:* 
| [ the international application as originally filed 

the description: 

pages 1-3, 5-14 

pages 

pages 



, as originally filed 
, filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 



15 



, filed with the letter of 



^ the drawings: 

pages 

pages 

pages 



1/3-3/3 



12 April 2001 (12.04.2001) 



, as originally filed 
, filed with the demand 



, filed with the letter of 



| | the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 



, filed with the demand 



, filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

| | the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
| | the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

| | the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under 1 Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

contained in the international application in written form. 

filed together with the international application in computer readable form. 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

| | the description, pages 

| | the claims, Nos. 

| | the drawings, sheets/fig 



This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 



* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70. J 6 
and 70. J 7). 

* * Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 



Industrial applicability (IA) 



2. Citations and explanations 

Two main methods for testing complex logical integrated 
circuits are known: 

a) the method of automatically generating test vectors by 
full scan ATPG is currently used for testing microchip 
production; 

b) JTAG Boundary scan, defined by the Joint Test Action 
Group, which is IEEE Standard 1149.1. 

\ 

US 5 850 513 also describes a system for verifying circuit 

operating data, including a maintenance subsystem, a flash 

\ 

memory, a controller, a processing unit, a main memory 

i 

module, a data path array, means forming dual busses, 
programmable logic control means , an auxiliary data 
transfer bus and a series of input/output modules. 

This set of components processes microcode data blocks . 
The elements as combined in that document cannot be used 
to test the integrated circuit without multiple 
connections . That document does not, therefore, provide a 
satisfactory solution to implementing the usual pest 
methods, which are particularly lengthy. 

The aim of the invention is to solve these various 
shortcomings by proposing a method for testing integrated 

Form PCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994) j 
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Claims 1-21 YES 

Claims NO 

Claims 1 " 21 YES 

Claims NO 

Claims 1-21 Y£S 

Claims NO 
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International application No. 
PCT/FR 00/00559 



circuits which does not require all the inputs /outputs of 
a circuit to be connected to a tester, and enables an 
extensive area, or even the whole circuit, to be tested . 
This method can furthermore be performed much faster than 
the known test methods. 



The combination of features of Claim 1 is not contained in 
the prior art and does not follow obviously therefrom. 
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L'EXEMPLAIRE ORIGINAL 

(rSgle 24.2.a) du PCT) 



L/esiinaia ire* 




MARTIN, Jean-Jacques 




Cabinet Regimbeau 




26, avenue Kleber 




F-75116 Paris 




FRANCE _ 









Date d*expedition (jour/mois/annee) 

03 avril 2000 (03.04.00) 


NOTIFICATION IMPORTANTE 


Reference du dossier du deposant ou du mandataire 
340644/17742 


Demande Internationale no 
PCT/FROO/00559 



II est nottfie au deposant que le Bureau international a recu I'exemplaire original de la demande Internationale precisee 
ci-apres. 

Nom(s) du ou des deposants et de I'Etat ou des Etats pour lesquels its sont deposants: 

FRANCE TELECOM (pour tous les Etats designes sauf US) 

BARTHEL, Dominique (pour US seulement) 

Date du depot international 07 mars 2000 (07.03.00) 

Date(s) de priorite revendiquee(s) 08 mars 1999 (08.03.99) 

Date de reception de I'exemplaire original 
par le Bureau international : 

Liste des offices designes : 



27 mars 2000 (27.03.00) 



EP rAT^E^CH^^DE^K^S^^FR^B^RJEJT^U^CNUPT^SE 
National :JP,KR,US 



ATTENTION 

Le deposant doit soigneusement verifier les indications figurant dans la presente notification. En cas de divergence entre ces 
indications et cedes que contient la demande international, il doit aviser immediatement le Bureau international. 
En outre, I'attention du deposant est appelee sur les renseignements donnes dans I'annexe en ce qui concerne 



X 



les delats dans lesquels doit etre abordee la phase nationale 
[ X | la confirmation des designations faites par mesure de precaution 
| | les exigences relatives aux documents de priorite. 

Une copie de la presente notification est envoyee a I'office recepteur et a I'administration chargee de la recherche internationale. 



Bureau international de I'OMPI 
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneve 20, Suisse 


Fonctionnaire autorise 

Philippe Becamel N 




n'detelecopeur (41-22) 740.14.35 


n*de telephone (41-22) 338.83.38 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DELAIS DANS LESQUELS DOIT ETRE ABORDEE 

LA PHASE NATIONALE 

II est rappele au deposant qu'il doit aborder la "phase nationale" aupres de chacun des offices designes indiques sur la 
notification de la reception de I'exemplaire original (formulaire PCT/IB/301) en payant les taxes nationales et en remettant les 
traductions, telles qu'elles sont prescrites par les legislations nationales. 

Le delai d'accomplissement de ces actes de procedure est de 20 MOIS a compter dela date de priorite ou, pour les Etats 
designes qui ont ete elus par le deposant dans une demande d'examen preliminaire international ou dans une election ulterieure, 
de 30 MOIS a compter de la date de priorite, a condition que cette electionait ete effectuee avant I'expiration du 19e mois a 
compter de la date de priorite. Certains offices designes (ou elus) ont fixe des delais qui expirent au-dela de 20 ou 30 mois a 
compter de la date de priorite. D'autres offices accordent une prolongation des delais ou un delai de grace, dans certains cas 
moyennant le paiement d'une taxe supplemental. 

En plus de ces actes de procedure, le deposant devra dans certains cas satisfaire a d'autres exigences particulieres 
applicables dans certains offices. II appartient au deposant de veiller a remplir en temps voulu les conditions requises pour 
I'ouverture de la phase nationale. La majorite des offices designes n'envoient pas de rappel a I'approche de la date hmite pour 
aborder la phase nationale. 

Des informations detail tees concemant les actes de procedure a accomplir pour aborder la phase nationale aupres de 
chaque office designe. les delais applicables et la possibilrte d'obtenir une prolongation des delais ou un delai de grace et toutes 
autres conditions applicables figurent dans le volume II du Guide du deposant du PCT. Les exigences concemant le depot d une 
demande d'examen preliminaire international sont exposees dans le chapitre IX du volume I du Guide du deposant du PCT. 

GR et ES sont devenues liees par le chapitre II du PCT le 7 septembre 1996 et le 6 septembre1997, respectivement, et 
peuvent done etre elues dans une demande d'examen preliminaire international ou dans une election ulterieure presentee le 7 
septembre 1996 (ou a une date posterieure) ou le 6 septembre 1997 (ou a une date posterieure), respectivement, quelle que soit 
la date de depot de la demande internationale (voir le second paragraphe, ci-dessus). 

Veuillez noter que seul un deposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lie par le chapitre II ou qui y a 
son domicile peut presenter une demande d'examen preliminaire international. 

CONFIRMATION DES DESIGNATIONS FAITES PAR MESURE DE PRECAUTION 

Seules les designations expresses faites dans la requete conformement a la regie 4.9.a) figurent dans la presente 
notification. II est important de verifier si ces designations ont ete faites correctement. Des erreurs dans les designations peuvent 
etre corrigees lorsque des designations ont ete faites par mesure de precaution en vertu de la regie 4.9.b). Toute designation 
ainsi faite peut etre confirmee conformement aux dispositions de la regie 4.9.c) avant I'expiration d'un delai de 15 mois a 
compter de la date de priorite. En I'absence de confirmation, une designation faite par mesure de precaution sera consideree 
comme retiree par le deposant. II ne sera adresse aucun rappel ni invitation. Pour confirmer une designation , il faut deposer une 
declaration precisant I'Etat designe concerne (avec Indication de la forme de protection ou de traitement souhaitee) et payer les 
taxes de designation et de confirmation. La confirmation doit parvenir a I'office recepteur dans le delai de 15 mois. 

EXIGENCES RELATIVES AUX DOCUMENTS DE PRIORITE 

Pour les deposants qui n'ont pas encore satisfait aux exigences relatives aux documents de priorite, il est rappele ce qui 

suit. 

Lorsque la priorite d'une demande nationale, regionale ou internationale anterieure est revendiquee, le deposant doit 
presenter une copie de cette demande anterieure, certifiee conforme par ('administration aupres de laquelle elle a ete deposee 
("document de priorite"), a I'office recepteur (qui la transmettra au Bureau international) ou directement au Bureau international, 
avant I'expiration d'un delai de 16 mois a compter de la date de priorite, etant entendu que tout document de priorite peut etre 
presente au Bureau international avant la date de publication de la demande internationale, auquel cas ce document sera repute 
avoir ete regu par le Bureau international le dernier jour du delai de 16 mois (regie 17.1. a)). 

Lorsque le document de priorite est delivre par I'office recepteur, le deposant peut, au lieu de presenter ce document, 
demander a I'office recepteur de le preparer et de le transmettre au Bureau international. La requete a cet effet doit etre 
formulee avant I'expiration du delai de 16 mois et peut etre soumise au paiement d'une taxe (regie 17.1.b)). 

Si le document de priorite en question n'est pas fourni au Bureau international, ou si la demande adressee a I'office recepteur 
de preparer et de transmettre le document de priorite n'a pas ete faite (et la taxe correspondante acquittee, le cas echeant) 
avant I'expiration du delai applicable mentionne aux paragraphes precedents, tout Etat designe peut ne pas tenir compte 
de la revendication de priorite; toutefois, aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la revendication de 
priorite avant d'avoir donne au deposant la possibility de remettre le document de priorite dans un delai raisonnable en I'espece. 

Lorsque plusieurs priorites sont revendiquees, la date de priorite a prendre en consideration aux fins du calcul du delai de 
16 mois est la date du depot de la demande la plus ancienne dont la priorite est revendiquee. 



Formulaire PCT/IB/301 (annexe) (juillet 1998) 



003204957 



TRAITE DE 



PERATION EN MATIERE D^BREVETS 



Expediteur : le BUREAU INTERNATIONAL 



PCT 


Destinataire: 


NOTIFICATION RELATIVE 
A LA PRESENTATION OUALA TRANSMISSION 
DU DOCUMENT DE PRIORITE 

(instruction administrative 411 du PCT) 


MARTIN, Jean-Jacques 
UdDinet negimDeau 
26, avenue Kleber 
F-75116 Paris 

PRAMPF 


Date d'expedition (jour/mo is/an nee) 
03 avril 2000 (03.04.00) 




Reference du dossier du deposant ou du mandataire 
340644/17742 


NOTIFICATION IMPORTANTE 


Demande internattonale no 
PCT/FR00/00559 


Date du depot international (jour/mois/annee) 

07 mars 2000 (07.03.00) 


Date de publication internationale (jour/mois/annee) 

Pas encore publiee 


Date de priorite (jour/mois/annee) 

08 mars 1999 (08.03.99) 


Deposant 




FRANCE TELECOM etc 





1 La date de reception (sauf lorsque les lettres "NR" figurent dans la colonne de droite) par le Bureau international du ou des 
documents de priorite ccrrespondant a la ou aux demandes enumerees ci-apres est notifiee an deposant. Sauf indication 
contraire consistant en un asterisque figurant a cote d'une date de reception, ou les lettres "NR", dans la colonne de dro.te, 
le document de priorite en question a ete presente ou transmis au Bureau international d'une maniere conforme a la 
regie 1 7.1. a) ou b). 

2. Ce formulaire met a jour et remplace toute notification relative a la presentation ou a la transmission du document de priorite 
qui a ete envoyee precedemment. 

3 Un asterisque(*) figurant a cote d'une date de reception dans la colonne de droite signale un document de priorite presente 
ou transmis au Bureau international mais de maniere non conforme a la regie 17.1.a) ou b). Dans ce cas, Tattention du 
deposant est appelee sur la regie 17.1.c) qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas ten.r compte de la 
revendication de priorite avant d'avoir donne au deposant la possibilite de remettre le document de priorite dans un delai 
raisonnable en I'espece. 

4 Les lettres "NR" figurant dans la colonne de droite signalent un document de priorite que le Bureau international n'a pas 
recu ou que le deposant n'a pas demande a Toff ice recepteur de preparer et de transmettre au Bureau international, 
conformement a la regie 17.1.a) ou b), respectivement. Dans ce cas, I'attention du deposant est appelee sur la regie 17.1.C) 
qui stipule qu'aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la revendication de priorite avant d avoir donne 
au deposant la possibilite de remettre le document de priorite dans un delai raisonnable en I'espece. 



Date de priorite Demande de priorite n 

08 mars 1999 (08.03.99) 99/02823 



Pavs. office regional ou 
office recepteur selon le PCT 

FR 



Date de reception du 
document de priorite 

27 mars 2000 (27.03.00) 





Fonctionnaire autorise: 




Bureau international de I'OMPI 


Philippe Becamel 




34, chemin des Colombettes 




1211 Geneve 20, Suisse 






no de telecopieur (41-22) 740.14.35 


no de telephone (41-22) 338.83.38 





Formulaire PCT/IB/304 (juillet 1998) 



PCT 



REQUETE 



Le soussigne requiert que la presente demande 
internationale soit traitee conformement au Traite de 
cooperation en matiere de brevets. 



• 

c a T'ofi 



Reserve a T'bfTice rccepteur 



Demande Internationale n° 



Pate du depot international 



Norn dc Poffice rccepteur et "Demande internationale PCT" 



Reference du dossier du deposant ou du mandataire (facultatifl 
(12 car ac teres au maximum) 340644/17742 



Cadre n° I TITRE DE L' INVENTION pRQCEDE DE TEST DE CIRCUITS INTEGRES AVEC ACCES 
A DES POINTS DE MEMORISATION DU CIRCUIT 



Cadre n° II DEPOSANT 



Nom et adresse : (Norn de famille suivi du prenom; pour une personne morale, designation 
officielle complete. L 'adresse doit com prendre le code postal etle nom du pays. Le pays de 
i adresse indiquee dans ce cadre est I 'Etat ou le deposant a son domicile si aucun domicile 
n 'est indique ci-dessous.) 

FRANCE TELECOM 
6 Place d'Alleray 
75015 PARIS 
FRANCE 



□ 



Cctte personne est aussi 
inventeur. 



n* de telephone 



n* de telecopieur 



n" de teleimprimeur 



jbja^tionalite (nom de PEtat) : 



Domicile (nom de PEtat) : 
FR 



Cette personne est 
deposant pour : 



□ tous les Etats [~^-| tousjes Etats designes sauf I I les Etats-Unis d Amerique I I les Etats indiques dans 
designes I A I les Etats-Unis d ? Amerique | | seulement | | le cadre supplemental 



Cadre n° III AUTRE(S) DEPOSANT(S) OU (AUTRE(S)) INVENTEUR(S) 



Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prenom; pour une personne morale, designation 
officielle complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de 
r adresse indiquee dans ce cadre est I 'Etat ou le deposant a son domicile si aucun domicile 
n 'est indique ci-dessous.) 

BARTHEL Dominique 
161 Chemin du Ballois 
38190 BERNIN 
FRANCE 


Cette personne est : 

| | deposant seulement 

\)C\ deposant et inventeur 

| | inventeur seulement 
(Si cette case est cochee, 
ne pas remplir la suite.) 


Nationality (nom de PEtat) : 
FR 


Domicile (nom de PEtat) : 
FR 



Cette personne est 
deposant pour : 



□ 



tous les Etats ( j tous les Etats designes sauf 
designes | | les Etats-Unis d'Ameri que 



ryi les Etats-Unis d f Amerique I 1 les Etats indiques dans 

|J» | seulement | | le 



cadre supplemental re 



| [ D'autres deposants ou inventeurs sont indiques sur une feuille annexe. 



Cadre n° IV MANDATAIRE OU REPRESENTANT COMMUN; OU ADRESSE POUR LA CORRESPON DA NCE 



La personne dont Pidentite est donnee ci-dessous est/a ete designee pour agir au nom du ou r*Tl manc i a t a j re I I representanl commun 
des deposants aupres des autoritcs internationales competentes. commc: l/LJ I 1 



Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prenom; pour une personne morale, designation officielle 
complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 

MARTIN Jean-Jacques. SCHRIMPF Robert, AHNER Francis, 

WARCOIN Jacques, TEXIER Christian, LE FORESTIER Eric 

CABINET REGIMBEAU 

26 Avenue kteber 

75116 PARIS 

FRANCE 



n* de telephone 

01 45 00 92 02 



n" de telecopieur 

01 45 00 46 12 



n* de teleimprimeur 



□ 



Adresse pour la correspondance : cocher cette case lorsque aucun mandataire ni representant commun n ? est/n'a ete designe 
et que Pespace ci-dessus est utilise pour indiquer une adresse speciale a laquelle la correspondance doit etre envoyee. 



Formulaire PC17RO/1 0 1 (premiere feuille) (juillet 1 998; reimpression Janvier 2000) Voir les notes relatives au formulaire de requite 



Cadre n° V DESIGNATION D'E 




Fcuillc n' 



2 



Les designations suivantcs sont faitcs conformement a la regie 4.9.a) (cocher les cases appropriees; une au moins doit I'etre) : 
Brevet regional 

□ AP Brevet ARIPO : GH Ghana, GM Gambic, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, SD Soudan, SL Sierra Leone, 

SZ Swaziland, TZ Republiquc-Unie de Tanzanic, UG Ouganda, ZW Zimbabwe ct tout autre Etat qui est un Etat contractant du 
Protocol e de Harare et du PCT 

□ EA Brevet eurnsien : AM Armenie, AZAzcrbaidjan, BY Belarus, KG Kirghizistan, KZ Kazakh stan, MD Republique de Moldova, 

RU Federation de Russie, TJ Tadjikistan, TM Turkmenistan ct tout autre Etat qui est un Etat contractant de la Convention sur 
le brevet eurasien et du PCT 

H EP Brevet europeen : AT Autrichc, BE Belgique, CH et LI Suisse et Liechtenstein, CY Chyprc, DE Allemagne.. 

DK Danemark, ES Espagne, FI Finlandc, FR France, GB Royaumc-Uni. GR Grece, IE Irlande, IT Italic, 
LU Luxembourg, MC Monaco, NLPays-Bas, PT Portugal, SE Suede et tout autre Etat qui est un Etat contractant de la 
Convention sur le brevet europeen ct du PCT 

Q OA Brevet OAPI : BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Republique centrafricaine, CG Congo, CI Cote d'lvoire, 
CM Cameroun, GA Gabon, GN Guinee, GW Guinec-Bissau, ML Mali, MR Mauritanie, NE Niger, SN Senegal, 
TD Tchad, TG Togo et tout autre Etat qui est un Etat membre de TOAPI et un Etat contractant du PCT (si une autre forme 
de protection oude traitement est souhaitee, le preciser sur la tigne po in til lee) 

Brevet n a Hon a I (si une autre forme de protection ou de traitement est souhaitee, le preciser sur la ligne point i/lee) : 

CD AE Emirats arabes unis CD LR Liberia 

□ AL Albanie □ 

[~1 AM Armenie C] 



□ AT 

□ AU 

□ AZ 

□ BA 

□ BB 

□ BG 

□ BR 

□ BY 

□ CA 

□ CH et LI 

□ CN 

□ CR 

□ CU 

□ CZ 

□ DE 

□ DK 



Autriche CD 

Australie □ 



AzerbaTdjan EH 

Bosnie-Herzegovinc CD 

Barbade □ 

Bulgarie CD 

Bresil 

Belarus CD 

Canada CD 

Suisse et Liechtenstein CD 

Chine □ 

Costa Rica □ 

Cuba □ 

Republique tcheque □ 



LS Lesotho 

LT Lituanie 
LU Luxembourg 
LV Lettonie 

MA Ma roc 

MD Republique de Moldova 

MG Madagascar 

MK Ex-Republique yougoslave de Macedoine 



Allemagne CD 

Danemark □ 

□ DM Dominique 

□ EE Estonie □ 

□ ES Espagne □ 

□ FI Finlande □ 

□ GB Royaume-Uni □ 

□ GD Grenade □ 

□ GE Georgie □ TJ 

□ GH Ghana □ TM 



□ CM Gambie 

□ HR 

□ HU 

□ ID 

□ IL 

□ IN 

□ IS 
H JP N 

□ KE 

□ KG 

□ KP 



□ TR 



Croatie CD TT 

□ TZ 

□ UA 

CD ug 

H us 



Hongrie . . 
Indonesie 
Israel .... 

Inde 

Islande 
Japon .... 
Kenya .... 
Kirghizistan 
Republique 



MN Mongol ie 

MW Malawi 

MX Mexique 

NO Norvege 

Nouvelle-Zelande 

Pologne 

Portugal 

Roumanie 

Federation de Russie 

Soudan 
Suede 
Singapour 

Slovenie .• 

Slovaquie 

Sierra Leone 

Tadjikistan 

Turkmenistan 

Turquie 

Trinite-et-Tobago 

Republique-Unie de Tanzanie 

Ukraine 

Ouganda 

Etats-Unis d*Amerique 



NZ 
PL 
PT 
RO 
RU 
SD 
SE 
SG 
SI 
SK 
SL 



KR 
KZ 
LC 
LK 



populaire democratique de Coree 
Republique de Coree 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



UZ 
VN 
YU 
ZA 
ZW 



Ouzbekistan . . . 
Viet Nam .... 
Yougoslavie . . , 
Afrique du Sud 
Zimbabwe . . 



Cases reservees pour la designation d'Etats qui sont devenus parties 



Kazakhstan au apres la publication de la presente feuille : 

Sainte-Lucie □ 

Sri Lanka CD 

Declaration concernant les designations de precaution : outre les designations faites ci-dessus, le deposant fait aussi conformement 
a la regie 4 .9. b) toutes les designations qui seraient autorisees cn vertu du PCT, a Perception detoute designation indiquee dans le cadre 
supplementaire comme etant exclue dc la portee de cette declaration. Le deposant declare que ces designations additionncllcs sont 
faites sous reserve de confirmation et que toute designation qui n'est pas confirmee avant Fexpiration d*un delai de 1 5 mois a compter 
de la datede priorite doit etrc consideree comme retiree par le deposant a Pexpiration de ce delai. (La confirmation (ycompris les taxes) 
doit parvenir a I * office recepteur dans le delai de 1 5 mois.) 



Formulairc PCT/RO/101 (deuxieme feuille) (janvier 2000) 



Voir les notes relatives au formulaire de requite 



Cadre n° VI 



REVENDICATIO 



i 

m 



Fcuillc n° 



RIORITE 



□ 



inarqucc! 



rcvcndications de priorite sont 
uces dans le cadre supplemental. 



Date de depot 
dc la demande anterieure 
(jour/mois/annee) 



Numero 
de la demande anterieure 



Lorsque la demande anteneure est unc ; 



demande nationate : 
pays 



demande regionalc :* 
office regional 



demande Internationale 
office recepteur 



0) 



08/03/99 



99 02823 



FRANCE 



(2) 



(3) 



I x I L'office recepteur est pric de preparer et de transmettre au Bureau international une copie certifiee conforme de la ou des demandes 
— antericures (settlement si la demande anterieure a ete deposee aupres de / 'office qui, atucfins de ^ 



/a p risen te demande international, est / 'office recepteur) indiqueesci-dessusau(x) point(s) : 



* Si la demande anterieure est une demande ARIPO, il est obligatoire d 'indiquer dans te cadre supplcmentaire au moins un pays partie a la Convention 
de Paris pour la protection de la propriete industrielle pour lequel cette demande anterieure a ete deposee (regie 4J0.b)ii)). Voir le cadre supplementaire. 



Cadre n° VII ADMINISTRATION CHARGEE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE 



Choix de Pad ministration chargee de la recherche 
interna tionale (ISA) (si p/usieurs administrations 
chargees de la recherche Internationale sont competentes 
pour proceder a la recherche internationale, indiquer 
I 'administration choisie; le code a deux left res peut etre 
utilise) : 

ISA/ EP 



Demande d'urilisarion des result a rs d*une recherche anterieure; mention de 
cette recherche (si une recherche anterieure a ete effectuee par I 'administration 
chargee de la recherche Internationale ou demandee a cette derniere) : 

Date (jour/mois/annee) Numero Pays (ou office regional) 



18 Novembre 1999 



FA 569779 



OEB 



Cadre n° VIII BORDEREAU; LANGUE DE DEPOT 



La presente demande Internationale contient 
le n ombre de feuilles suivant : 

requete 3 

description (sauf partie reservee 
au listage des sequences) 

revendications 

abrege 

dessins 

partie de la description reservee 
au listage des sequences 

Nombre total de feuilles : oc - 



14 
4 
1 
3 



Le ou les elements coches ci-apres sont joints a la presente demande internationale 

1 . O feuille de calcul des taxes 

2. □ pouvoir distinct signe a Suivre (2) 

3. □ copie du pouvoir general; numero de reference, le cas echeant : 

4. □ explication de Pabsence d'une signature 

5. E) document(s) de priorite indique(s) dans le cadre n° Vlau(x) point(s) : 

6. □ traduction de la demande internationale en (langue) : 

7. □ indications separees concernant des micro-organismes ou autre materiel 

biologique deposes 

8. □ listage des sequences de nucleotides ou d'acides amines sous forme 

dechifTrable par ordinateur 

9. (JO autres elements (preciser) : Copie du Rapport de Recherche 



Figure des dessins qui 

doit accompagner Pabrege : 5 


Langue de depot de ta 

demande internationale : Fran^ais 


Cadre n a DC SIGNATURE DU DEPOSANT OU DU MANDATAIRE 



A cote de 




TEXIER Christian 



^ref indiquer le nom du signataire et, si cela n apparait pas clait ement a la lecture, de la requete.. a quel fitrej'injeresse signe. 

CABtW€T RECIMBEAU 

.~ONSERS EN PPOPW5TE INOUSTBaU 

26, Averyjs Ktetoer 
75116 PABI3 FRANCS 

. , . -,. vr - -rT-.-w'^-r -xw*^' 



I . Date effective de reception des pieces supposees 
constituer la demande internationale : 


2. Dessins : 
| | recus : 

| | non recus : 


3. Date effective de reception, rectifiee en raison de la reception ulte- 
rieure, mais dans les delais. de documents ou de dessins completant ce 
qui est suppose constituer la demande internationale : 


4. Date de reception, dans les delais. des corrections 
demandees selon Particle l 1 .2) du PCT : 


5. Administration chargee dc la recherche jo A / 
internationale (si plusieurs sont competentes) : loA / 


6. I I Transmission de la copie de recherche differee 
I I jusqu'au paiement de la taxc de recherche. 




Date dc reception de Pexemplaire 
original par le Bureau international : 



Formulaire PCT/RO/IO l (derniere feuille) (juillct 1 998; rcimpression Janvier 2000) Voir les notes relatives au formulaire de requete 




93648 



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 

JC03Rec'dPCT/PTO 1 0 SEP 2001 

Application No. : 

U.S. National Serial No. : 

Filed : 

PCT International Application No. : PCT/FROO/00559 



VERIFICATION OF A TRANSLATION 



I, Susan POTTS BA ACIS 
Director to RWS Group pic, of Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, 
Buckinghamshire, England declare: 

That the translator responsible for the attached translation is knowledgeable in the French 
language in which the below identified international application was filed, and that, to the 
best of RWS Group pic knowledge and belief, the English translation of the amended sheets 
of the international application No. PCT/FROO/00559 is a true and complete translation of the 
amended sheets of the above identified international application as filed. 
I hereby declare that all the statements made herein of my own knowledge are true and that all 
statements made on information and belief are believed to be true; and further that these 
statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made 
are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United 
States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the patent 
application issued thereon. 



Date: August 17, 2001 



Signature of Director : 




For and on behalf of RWS Group pic 



Post Office Address 



Europa House, Marsham Way, 
Gerrards Cross, Buckinghamshire, 
England. 



09/936487 



5 



10 



15 



20 




accessible from outside the board, via one and the same 
path from a specific terminal of the board, the 



2 5 transfer of the data sensed or to be imposed taking 

place in series in this path. 

Through such arrangements, the Boundary Scan also 
permits the testing of the interconnections between the 
30 integrated circuits on a board. In this case, the test 
vector is loaded serially into the Boundary Scan path, 
then sent to the interconnections to be tested via 
output buffers of the components. The results are 
sampled in the Boundary Scan, via the inputs of the 

3 5 components, then output serially to the tester. 

In an "internal test" mode, adapted for testing the 
components themselves, a test vector is loaded in 



AMENDED SHEET 




- 5 - 



series in the Boundary Scan path and then applied to 
the internal logic of m the integrated circuit. The 
result is sampled in- the Boundary Scan path, then read 
serially by the tester. 



This second test process has drawbacks: it is 
especially lengthy to implement, particularly in the 
internal mode where the components of the board are 
tested. Moreover, this test process turns out to be 
10 especially unsuitable for the testing of integrated 
circuits before they are mounted, in particular for 
testing integrated circuits which comprise memory 
elements . 

15 US 5 850 513 also discloses a system allowing the 
checking of operational data of a circuit, including a 
maintenance subsystem, a flash memory, a controller, a 
processing unit, a main memory module, a data path 
network, means forming a dual bus, programmable logic 

20 control means, an auxiliary data transfer nozzle, and a 
series of input/output modules. 

Together, these components process blocks of data of 
microcodes. The elements such as associated in this 
2 5 document, do not allow testing of the integrated 
circuit without multiple connections. This document 
does not therefore afford a satisfactory solution to 
the particularly lengthy implementation of customary 
testing processes . 



The aim of the invention is to resolve these various 
drawbacks, by proposing a process for testing 
integrated circuits not requiring the connection of all 
the inputs/outputs of this circuit to a tester and 
3 5 making it possible to test an extended area, or even 
the entire circuit, it being possible moreover for this 
process to be carried out much faster than the known 
test processes. 



5 



30 



AMENDED SHEET 




Stated otherwise, the invention proposes to improve the 
coverage of an integrated circuit fabrication test as 
compared with the known full -scan ATPG method, without 
5 increasing the number of channels of the tester. 

These aims are achieved according to the invention by- 
virtue of a process for testing an integrated circuit 




AMENDED SHEET 
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CLAIMS 



1. 



Process 



for 



testing 



an 



integrated 



circuit 



comprising memory points (140) and a Boundary Scan 
chain (120), in which one writes and/or reads to and/or 
5 from the memory points (140) by way of an access path 
(150) to the memory points (140) from an outside 
terminal (108) of the circuit, characterized in that 
the Boundary Scan chain (120) is activated so as to 
impose and/or observe logic levels on the 
10 inputs/outputs (110) of the integrated circuit. 

2. Process according to claim 1, characterized in 
that the access path (15 0) to the memory points (140) 
and the Boundary Scan chain (120) are activated 

15 simultaneously. 

3. Process according to claim 1 or 2 , characterized 
in that the access path (15 0) to the memory points 
(140) and the Boundary Scan chain are activated by way 

20 of a line comprising in series the access path (150) to 
the memory points (14 0) and the Boundary Scan chain 
(120) . 

4. Process according to any one of claims 1 to 3 , 
25 characterized in that the Boundary Scan chain (120) is 

activated by way of an activation path (150) linked to 
the Boundary Scan chain (12 0) downstream of a TAP 
controller (200) . 

30 5. Process according to claim 4, characterized in 
that the activation path (150) is linked to the 
Boundary Scan chain (12 0) at least by a logic gate 
(210, 220, 230, 240, 250) able to link, as a function 
of a control signal (ATPG-mode) , the Boundary Scan 

35 chain (120) or else to the activation path (150) of the 
Boundary Scan,, or else to the TAP controller (200) . 

6. Process according to either of claims 4 and 5, 



AMENDED SHEET 




- 18 - 

characterized Tn that the activation path (150) 
includes at least one channel (ATPG-Si) on which is 
placed at least one -memory point (140), this channel 
being able to be linked in series with the Boundary- 
Scan chain (12 0) when 



AMENDED SHEET 



